












General
• Contact(접촉모드) 또는 Dynamic Mode(동적모드)에서 사용되는 넓은 범위의       
   응용분야의 SPM과AFM프로브
• 잘 알려진 상용화된 주사탐침현미경(SPM)과 원자현미경(AFM)에 적합하다
• 붕규산유리borosilicate glass  지지 칩으로 된 캔틸레버
• 파이렉스글래스 지지 칩으로 된 캔틸레버
• 접촉모드와 동적 모드에서 다양한 이미지의 응용분야(application)를 
   위해 디자인됨 
• 취급하기 쉬운 싱글 지지 칩 별도로 전달

Material Features
• 최저의 캔틸레버 밴딩을 위한 low-stress실리콘 나이트라이드
• 내마모와 사용기간 연장 을 위한 우수한 경도

Cantilevers
• 멀티 레이어 디자인은 4개의 직사각형 캔틸레버 또는 4개의 삼각형 캔틸레버 
• 후면의 캔틸레버에 반사되는 크로늄/골드 코팅
• 2° 미만의 밴딩으로 스트레스 보정

Support Chip
• 파이렉스 글래스로 만들어진 지지 칩(3.4   mm x 1.6 mm x 0.5 mm)
• 싱글 지지칩은 사용하기 쉽다

Tips
• 뾰족한 산화물 피라미드형 프로브팁 
• 팁 높이 3.5 µm와 팁 반경 일반적으로 10nm이하
• 거시적인 반 원뿔 각 35°

Package Sizes
• 20개와50개의 프로브가 들어있는 작은  포장 단위

P Y R E X  N I T R I D E  A F M  P R O B E S 
Triangular Cantilevers (PNP-TR) 
Diving Board Shaped Cantilevers (PNP-DB)

Cantilever# 1 2

Shape Triangular

Overall Thickness* 600 nm 600 nm

Length 100 µm 200 µm

Width 2 x 13.5 µm 2 x 28 µm

Force Constant 0.32 N/m 0.08 N/m

* Overall thickness of cantilever including coating. 
  코팅을 포함한 캔틸레버의 전체 두께

주의: 상기의 기계적 성질은 통상적인 값임 

 Triangular Cantilevers (PNP-TR)

• 삼각형모양의 캔틸레버

• 멀티레버 디자인

• 칩당 4개의 캔틸레버, 2개 는 길고 2개는 

	 짧은 캔틸레버들.
• 캔틸레버의 반사면에 크로뮴/골드  반사 코팅

• 양쪽 모두 크로뮴/골드 코팅 가능

• 반사면 크로뮴/골드 코팅된 팁 없는 사양 가능

• 양쪽 모두 크로뮴/골드 코팅된 팁 없는 사양 가능 

Cantilever # 1 2

Shape Rectangular

Overall Thickness* 600 nm 600 nm

Length 100 µm 200 µm

Width 40 µm 40 µm

Force Constant 0.48 N/m 0.06 N/m

Resonance Frequency 67 kHz 17 kHz
* Overall thickness of cantilever including coating. 
   코팅을 포함한 캔틸레버의 전체 두께

주의: 상기의 기계적 성질은 통상적인 값임 

Diving Board Cantilevers (PNP-DB) 

• 직사각형 다이빙보드 모양의 캔틸레버

• 멀티레버 디자인 

• 칩당 4개의 캔틸레버, 2개 는 길고 2개는 짧은 

	 캔틸레버들.
• 캔틸레버의 뒷면에 반사 크로뮴/골드 코팅

Pyrex-Nitride AFM Probe
Triangular Tipless 짧은 캔틸레버 
클로즈업

Pyrex-Nitride AFM Probe 
Triangular Tipless 긴캔틸레버 
클로즈업

Pyrex-Nitride AFM Probe 
Triangular Tipless Cantilevers
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Application Type Coating             
Front Side          

Coating
Back Side

Tip Shape Force 
Constant

Resonance
Frequency
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Contact Mode Arrow CONT - - Arrow™ 0.2 N/m    14 kHz
CONT - - Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTR - Reflex (Al) Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTR - Reflex (Al) Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz
Arrow CONTPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 0.2 N/m 14 kHz
CONTPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe® 0.2 N/m 13 kHz

Contact Mode
(short cantilever)

CONTSC - -
Pointprobe® 0.2 N/m 25 kHz

CONTSCR - Reflex (Al)
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Contact Mode or 
TappingMode

PNP-TR (triangular 
cantilevers)

Cantilever 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

Silicon Nitride casted

0.32 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-Au (triangu-
lar cantilevers)

Cantilever 1
Cr/Au Cr/Au

0.32 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-DB (rectangular 
cantilevers)

Cantilever 1
-

Reflex 
(Cr/Au)

0.48 N/m 67 kHz
Cantilever 2 0.06 N/m 17 kHz

Non-Contact / TappingMode
(high frequency)

Arrow NC - - Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCH - - Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCR - Reflex (Al) Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHR - Reflex (Al) Pointprobe® 42 N/m 330 kHz
Arrow NCPt PtIr5 PtIr5 Arrow™ 42 N/m 285 kHz
NCHPt PtIr5 PtIr5 Pointprobe®

42 N/m 330 kHz

SSS-NCH - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR5T-NCHR (Tilt Compensated) - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
AR10-NCHR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (10:1)
DT-NCHR

Diamond Reflex (Al) Diamond
CDT-NCHR

Non-Contact/ 
Soft-TappingMode

NCST - - Pointprobe®

7.4 N/m 160 kHz
NCSTR - Reflex (Al) Pointprobe®

Non-Contact / TappingMode 
(long cantilever)

NCL - -
Pointprobe®

48 N/m 190 kHz

NCLR - Reflex (Al)
NCLPt PtIr5 Ptlr5
SSS-NCL - - SuperSharpSilicon™
AR5-NCLR - Reflex (Al) High Aspect Ratio (5:1)
DT-NCLR

Diamond Reflex (Al) Diamond
CDT-NCLR

Non-Contact / TappingMode
(Seiko Non-Contact Mode)

SEIHR - Reflex (Al) Pointprobe®

15 N/m 130 kHz
SSS-SEIH - - SuperSharpSilicon™

Non-Contact / TappingMode
(Ultra High Frequency)

Arrow UHF - Reflex (Al) Arrow™ -
up to
2.0 MHz

Sp
ec
ia
l A
pp
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Force Modulation Mode Arrow FM - - Arrow™

2.8 N/m 75 kHz

FM - - Pointprobe®

Arrow FMR - Reflex (Al) Arrow™
FMR - Reflex (Al) Pointprobe®

DT-FMR
Diamond Reflex (Al) Diamond

CDT-FMR
Electrostatic Force Microscopy Arrow EFM PtIr5 Ptlr5 Arrow™

2.8 N/m 75 kHz
EFM PtIr5 Ptlr5 Pointprobe®

Magnetic Force Microscopy MFMR Hard magnetic Reflex (Al)
Pointprobe® 2.8 N/m 75 kHz

S-MFMR Soft magnetic Reflex (Al)
Tipless Cantilevers
(triangular cantilevers)

Arrow TL1 (1 cantilever) - -

Tipless Silicon Nitride 0.03 N/m 6 kHz

Arrow TL1-Au (1 cantilever) Ti/Au -
Arrow TL2 (Array of 2 cantilevers) - -
Arrow TL2-Au (Array of 2 cantilevers) Ti/Au -
Arrow TL8 (Array of 8 cantilevers) - -
Arrow TL8-Au (Array of 8 cantilevers) Ti/Au -

PNP-TR-TL
Cantilever 1

-
Reflex 
(Cr/Au)

Tipless Silicon Nitride

0.32 N/m 67 kHz

Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

PNP-TR-TL-Au
Cantilever 1

Cr/Au Cr/Au
0.32 N/m 67 kHz

Cantilever 2 0.08 N/m 17 kHz

NanoWorld® and Pointprobe® 는NanoWorld AG 의 등록상표입니다. 
모든 자료는 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다
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보다 많은 정보를 원하시면 나노월드 웹사이트를 방문해 주시기 바랍니다.  
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